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Przedmowa krajowa 

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 lipca 2019 r. 

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów 
Półprzewodnikowych. 
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Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl. 

Nota uznaniowa  

Poprawka do Normy Europejskiej EN 61967-4:2002/AC:2017-07 została uznana przez PKN za Poprawkę do 
Polskiej Normy PN-EN 61967-4:2003/AC:2019-07. 
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Corrections to the French version appear after the English text. 

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais. 

 

7.1 General test configuration 
Replace the existing Figure 5 by the following new Figure 5: 

 

Figure 5 – General test configuration 
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7.1 Configuration générale d'essai 
Remplacer la Figure 5 existante par la nouvelle Figure 5 suivante: 

 

Figure 5 – Configuration générale d’essai 
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